
1nm 扫描电迁移粒径谱仪 ™
(SMPS™) 粒径谱仪
3938E57 型

功能

SMPS 粒径谱仪由以下组件组成：3082 型静电分级器、

3086 型 1nm DMA、3757 型纳米增强仪、3750 型凝聚核

粒子计数器

+ 高分辨率粒径分布；

+ 每 10 倍粒径 64 个通道

+ 1-50nm 间通道数 >109 个

+ 最大灵活性的组件设计

+ 1nm-50nm 宽粒径范围

+ 通过和 3081a 型长 DMA 配套使用，能够测量从 1nm 到

1µm 的 3 个 10 倍粒径的粒径分布

+ 针对最小扩散损失和系统集成进行优化

+ 使用气溶胶仪器管理器（AIM）软件进行统一的系统操作

+ 精密的粒子测量：适用于多模态样品

应用

+ 粒子成核与生长研究

+ 气体至颗粒物转化实验

+ 大气与气候研究

+ 工程纳米材料科学研究

+ 燃烧与发动机排气研究

+ 过滤器和空气净化器测试

+ 健康影响研究

TSI 的 SMPS ™粒径谱仪被广泛作为 1 微米以下气溶

胶粒径分布的测量标准。SMPS ™粒径谱仪和 3757
型纳米增强仪以及 3086 型差分电迁移分析仪（1nm 
DMA）配套使用，可以将粒径测量范围扩展到 1nm。



纳米增强仪
3757 型
研究人员能够使用这种 1nm 增强仪从 1nm 开始以高分辨率和高速度测量气溶胶的数量、浓度和粒径。结合 3750 型凝聚

核粒子计数器，可测量总数量浓度。仪器新设计的重点是自动化和集成化，使测量更容易。

1-nm SMPS 3938E57 型将 3757 型与 1-nm DMA 3086 型集成在一起，可在 1-50 nm 范围内进行粒径分布测量。

操作：

传统 CPC（酒精或水）中工作液的物理性质将这些 CPC

的检测下限（d50）限制为 2.5nm。通过使用二甘醇（DEG）

作为工作液，3757 型纳米增强仪对小于 1nm（1.1nm 几

何直径，1.4nm 电迁移率直径）的粒子进行冷凝。3757

型通过加热饱和器连续地抽取气溶胶样品，其中 DEG 被

蒸发并扩散到样品流中。气溶胶和 DEG 蒸汽通过一个冷

却冷凝器，在这里 DEG 蒸汽变得过饱和，迫使 DEG 蒸汽

凝结在样品流中的粒子上。当二甘醇蒸汽凝结在粒子上时，

粒子就会长大。基于 12 小时的平均值，优化纳米增强仪防

止工作液均匀成核，误计数率可以保持在 0.01 粒子 /cm3

以下。

虽然使用 DEG 作为工作液可以使 3757 型将 1nm 以下的

粒子生长至 1nm，但 DEG 也限制了这些粒子生长的最大

粒径。当这些粒子通过纳米增强仪时，它们的粒径会增大

到无法用光学检测到，但可以用传统 CPC 测量的粒径。

DEG 增强粒子从纳米增强仪进入 3750 型丁醇基 CPC，通

过另一个饱和和冷凝阶段来进一步生长这些粒子，直到它

们生长到能够通过激光光学系统进行光学检测和计数的粒

径。

纳米增强仪经过优化，与 TSI 3750 型 CPC 集成，形成

1nmCPC 系统。

功能和优点：

+ 灵敏度低至 1nm

+ 二甘醇（DEG）工作液

+ 针对 TSI 现有的 SMPS 粒径谱仪系统进行了优化

+ 高进样流速，最大限度地减少扩散损失

+ 300000 个粒子 /cm3，具有连续实时一致性校正（与

3750 型 CPC 结合使用时）
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规格

粒径范围

最小可检测
粒子 (D50): 1.4 nm ( 电迁移率直径，几何直径

1.1nm)，用氯化钠粒子验证

流量

气溶胶流速 2.5 L/min
气溶胶出口流速 1.0 L/min
输送流量 1.5 L/min
流源 外部真空
流量控制 体积流量由输送流量内部孔板控制。

气溶胶流速由 3750 型 CPC 控制。

气溶胶介质

建议与空气一起使用；可与氮气、氩和氦等惰性气体安全
使用（技术参数适用于空气）

液体系统

二甘醇（DEG，≥ 99%，不含）用作工作液。使用水分离
器和可再填充干燥器干燥鞘气。建议使用内部排水泵清除
冷凝水。

通信

嵌入式触摸显示屏，USB-C 型，可将纳米增强仪直接连接
到 3750 型 CPC。

所需附件

电气 100 to 240 VAC, 50/60 Hz, 最小功率
240W。自动恢复内置电源故障

真空 最小压力 60 kPa (18 in Hg) 
( 低于大气压力 )

包含 注水和排水瓶、干燥器

物理特征

尺寸 (H x W x D) 30x28.2x 32.5 cm (11.8x 11x 12.6 in.),
不包括注水瓶和支架

重量 9.1 kg (20 lbs)

粒径范围

最小可检测
粒子 (D50): 1.4 nm ( 电迁移率直径，几何直径

1.1nm)，用氯化钠粒子验证

粒子浓度范围

0 - 3x105 粒子 /cm3, 单粒子连续计数，实时一致性校正。

粒子浓度精度

<1.65x105 粒子 /cm3 时，为 ±10%
3x105 粒子 /cm3 时，为 ±15%

错误计数背景

<0.01 粒子 /cm3, 基于 12 小时平均值

响应时间

<4s 95% - 浓度显著变化响应

3757 型
纳米增强仪 

1nm CPC 系统
(3757 型纳米增强仪和 3750 型 CPC)

目录项目

型号	 说明

3757-50 1 nm 凝聚核粒子计数器
3032 真空泵 110V
3032-1 真空泵 230 V/50 Hz
3750-MKIT CPC 维修工具
3750-WKIT CPC 吸液芯更换工具
3772200 环境采样系统



UNDERSANDING, ACCELERATED

1nm-DMA
差分电迁移分析仪
3086 型
3086 型 1nm DMA 用于 TSI 3082 型静电分级器，具

有优化的流径，可减少扩散损失，可将粒径分辨率提至

1-50 nm 的粒径范围。

粒径范围

1 - 50 nm

分辨率

R=4.7  @1.47 nm

流量范围

(3082 型分级器和 / 或外部来源提供的流量 )
气溶胶流量 0.1 - 2.5 L/min
鞘气流量 2 - 25 L/min
旁路流量 0 - 12 L/min
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